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Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement
techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test

INTERPRETATION SHEET 1

This interpretation sheet has been prepared by SC 77B: High frequency phenomena, of IEC
technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

The text of this interpretation sheet is based on the following docume

ISH Report on votir}g\
77B/568/ISH 77B/573/R\@

Full information on the voting for the approval of this be found in the

report on voting indicated in the above table.

-1

j-2) Record the~aew forward power delivered to the antenna;

j-3) Subtract the forward power measured in step j-2 from Pc. If the difference is between
3,1 and 5,1 dB, then the amplifier is not saturated and the test system sufficient for
testing. If the difference is less than 3,1 dB, then the amplifier is saturated and is not
suitable for testing.

The corresponding check within the constant power calibration method as per 6.2.2 is defined
as step m):

m)  Confirm that the test system (e. g. the power amplifier) is not in saturation. Assuming
that Ec has been chosen as 1,8 times E;, perform the following procedure at each
calibration frequency:

m-1) Decrease the output from the signal generator by 5,1 dB from the level needed to
establish a forward power of P¢, as determined in the above steps (-5,1 dB is the same
as Ec¢ /1,8);
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m-2) Record the new forward power delivered to the antenna;

m-3) Subtract the forward power measured in step m-2 from Pc. If the difference is between
3,1 dB and 5,1 dB, then the amplifier is not saturated and the test system is sufficient
for testing. If the difference is less than 3,1 dB, then the amplifier is saturated and is not
suitable for testing.

Some amplifiers show deviations of more than 5,1 dB without causing any problems during
testing. That behaviour is caused by their special functional principle (above all travelling
wave tube amplifiers). Figures 1 and 2 show some measurement results obtained from a
semiconductor amplifier as well as from a TWT amplifier.

The text described in -3, respectively m-3, unfortunately gives no Clear_answers on the

usability of these amplifiers.

After discussion at the 20™ meeting of SC 77B/WG 10 on Octgbe R6, Athe experts

in d such that
amplifiers showing a deviation of more than 5,1 dB are suitabte fqr testing. k.g. the amplifiers
having a characteristic as shown in Figures 1 and 2 ca y 2sts according to
IEC 61000-4-3.
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Target field strength is 30 V/m.

Figure 1 — Deviation as defined in step j-3 for a 200 W TWT-amplifier
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-3: Testing and measurement techniques —
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr stanga |zat Qn comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The Ohje

international co-operation on all questions concerning standardization in the ef glectkonic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International a ica egifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guid to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; ationy iftee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wo ¢ i governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in IEC\collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO conditions determined by

The formal decisions or agreements of IEC on technical eX[ y~as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since (eath\ie i ittee has representation from all

Publications is accurate, IEC cannot be RSk the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

transparently to the maX| { e i i eir patipnal and regional publications. Any divergence
between any IEC Public a hre i i or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no markiRg proce { approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl i ity wi EC Publication.

All users should ensgure edition of this publication.

\ , employees, servants or agents including individual experts and
members of its té { C National Committees for any personal injury property damage or

expenses &fisi ol the ub gation, use of, or reliance upon, thls IEC Publication or any other IEC
Publicatigns.

International Standard IEC 61000-4-3 has been prepared by subcommittee 77B: High
frequency phenomenon, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms part 4-3 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance with
IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic
compatibility publications.

The test frequency range may be extended up to 6 GHz to take account of new services. The
calibration of the field as well as the checking of power amplifier linearity of the immunity
chain are specified.

This consolidated version of IEC 61000-4-3 consists of the third edition (2006) [documents
77B/485/FDIS and 77B/500/RVD] and its amendment 1 (2007) [documents 77B/546/FDIS and
77B/556/RVD].
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The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 3.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publj¢aj this date,
the publication will be

* reconfirmed,
« withdrawn,
« replaced by a revised edition, or

O

e amended.
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INTRODUCTION
This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the respon ct committees)
Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gujid

Installation guidelines

Mitigation methods and

Part 6: Generic stand

Part 9: Miscella@

or as technicahs ifi technical reports, some of which have already been published
as sections. ‘Othe i hed with the part number followed by a dash and a second

related to radiateth radio-frequency, electromagnetic fields.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-3: Testing and measurement techniques —
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

1 Scope and object

This part of IEC 61000 is applicable to the immunity requirements of electrical and electronic
equipment to radiated electromagnetic energy. It establishes test levels a he required test
procedures.

The object of this standard is to establish a common reference for & nity of
electrical and electronic equipment when subjected to radia } electro-

magnetic fields. The test method documented in this part of IEG, 61000 describe consistent
method to assess the immunity of an equipment or system 5t andefined\phenomenon.

NOTE 1 As described in IEC Guide 107, this is a basic EMC pub}i€atio ommittees of the IEC.
As also stated in Guide 107, the IEC product committees are Yespansibl jng whether this immunity

This part deals with immunity tests rela f i nst RF electromagnetic fields
from any source.

Particular considerations rot tleh against radio-frequency emissions
from digital radiotelephont emi ices.

equipment concerned,AThe (simufatisn™a \ \ eqt of electromagnetic radiation is not adequately exact for
gquantitative determy o . st methdds defined are structured for the primary objective of
establishing adequate repeatabili f a

For dated referenses, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(161), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement
techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
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Compatibilité electromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d‘essai
et de mesure — Essai d’immunité aux champs électromagnétiques
rayonneés aux fréquences radioélectriques

FEUILLE D'INTERPRETATION 1

La présente feuille d'interprétation a été établie par le SC 77B: Phénoménes hautes
fréquences, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétigt

Le texte de la présente feuille d'interprétation est issu des document

ISH Rapport de vo}e\
77B/568/ISH 77B/573/R\f£{

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus go
abouti a I'approbation de cette feuille d'interprétatio

sur le vote ayant

L'étape j) du proces
d'étalonnage a @
j ' (par exemple I'amplificateur de puissance) n'est pas

en état de Sat S ant que E; a été choisi tel qu'il soit égal a 1,8 fois E,,

précédentes (- 5,1 dB est la méme chose que E; /1,8);

j-2) Enregistrer la nouvelle puissance incidente fournie a I'antenne;

j-3) Soustraire de P; la puissance incidente mesurée a I'étape j-2. Si la différence se situe

entre 3,1 dB et 5,1 dB, alors I'amplificateur n'est pas saturé et le systéme de test est
suffisant pour les essais. Si la différence est inférieure a 3,1 dB, alors I'amplificateur est
saturé et non adapté aux essais.

La vérification correspondante pour la méthode d’étalonnage a puissance constante selon
6.2.2 est définie a I'étape m) :

m)  Confirmer que le systéeme d’essai (par exemple I'amplificateur de puissance) n'est pas
en état de saturation. En supposant que E. a éte choisi tel qu'il soit egal a 1,8 fois E,,

effectuer la procédure suivante a chaque fréquence d'étalonnage:
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m-1) Abaisser la sortie du générateur de signal de 5,1 dB a partir du niveau nécessaire pour
établir une puissance incidente P., telle que déterminée au cours des étapes

préceédentes (- 5,1 dB est la méme chose que E_./1,8);

m-2) Enregistrer la nouvelle puissance incidente fournie a I'antenne;

m-3) Soustraire de P la puissance incidente mesurée a I'é¢tape m-2. Si la différence se situe
entre 3,1 et 5,1 dB, alors I'amplificateur n'est pas saturé et le systeme de test est suffisant
pour les essais. Si la différence est inférieure a 3,1 dB, alors I'amplificateur est saturé et non
adapté aux essais.

Certains amplificateurs présentent des écarts supérieurs a 5,1 dB sans eréer de problemes
au cours des essais. Ce comportement est di a leur principe de fonctipnnement particulier

sur l'utilisation de ces amplificateurs.
Aprés discussion au cours de la 20°™ réunion du S¢
les experts du GT 10 ont de maniére unanime g
étre interprétés de maniere telle que d
5,1 dB, sont appropriés pour les es
caractéristique comme montrée aux
essais selon la CEI 61000-4-3.

7@\®v T
§AAVMAANAJW |

I I I I I L L

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
Fréquence (MHz)

B)
o

Ecart (d

IEC 1342/08

L’amplitude de champ visée est 30 V/m.

Figure 1 — Ecart tel que défini a I'étape j-3 pour un amplificateur a TOP de 200 W
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Figure 2 — Ecart tel que défini a I’étap ateur a semi-conducteurs
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés
aux fréquences radioélectriques

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation iahs nohalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités a CEl a

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les glue ¢ dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI — entre activite je des Normes
internationales des Spécifications techniques des Rapports techpiu 3 ecifidations”accessibles au

ison avec la CEl, participent
e de Normalisation (1SO),

2) es représentent, dans la mesure

es Comités nationaux de la CEIl

3) icati S commandations internationales et sont agréées
i s Ie effo S raisonnables sont entrepris afin que la CEI

la CEl ne peut pas étre tenue responsable
en est fafte par un quelconque utilisateur final.

4) ' 'unj ie i on es Cbyrtés nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la

i pli s Publications de la CEIl dans leurs publications
outes Publications de la CEIl et toutes publications

5) ’ < margdage valant indication d’approbation et n'engage pas sa

6) ont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
ets particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
réjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
Ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

nses técoulant de la publlcat|on ou de l'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
El, ou au crédit qui lui est accordé.
8) r les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

référencées est ob

igatdire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61000-4-3 a été établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-3 de la norme CEI 61000. Elle a le statut de publication
fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEI, Compatibilité électro-
magnétique — Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.

La gamme des fréquences d'essai peut étre étendue jusqu'a 6 GHz pour tenir compte des
nouveaux services. L'étalonnage du champ ainsi que la vérification de la linéarité de la chaine
d'immunité sont précisées.

Cette version consolidée de la CEI 61000-4-3 comprend la troisiéme édition (2006)
[documents 77B/485/FDIS et 77B/500/RVD] et son amendement 1 (2007) [documents
77B/546/FDIS et 77B/556/RVD].
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Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de base
et & son amendement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 3.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication rech A cette date,
la publication sera

* reconduite,
e supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

O

e amendée.
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INTRODUCTION

La CEl 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne re NitéS de produit)
Partie 4: Techniques d'essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'att'nu@

Guide d'installation

La présente partie~sconstitue une norme internationale qui traite des prescriptions en matiére
d'immunité et des procédures d'essai qui s'appliqguent aux champs électromagnétiques
rayonnés aux fréquences radioélectriques.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure —

Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés
aux fréquences radioélectriques

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61000 traite de l'immunité des mat
électroniques a I'énergie électromagnétique rayonnée. Elle définit le
procédures d'essai nécessaires.

electriques et
d\essai et les

matériels électriques et électroniques soumis a des
fréquences radioélectriques. La méthode d'essai docu
CEIl 61000 décrit une méthode cohérente afin d'évaluerlj
systéeme vis-a-vis d'un phénomene défini.

CEI sont responsables de determlner s’il convi e d’essai d'immunité et, si c’est le
cas ils sont responsables de determmer Ies nive 2 ¢ performance appropriés. Le comité

Des considération pa ticuliere
fréquences rad| S

RF.

NOTE 2 Cette parti€ déf néthedes d'éssai pour évaluer l'incidence des rayonnements électromagnétiques
sur le matériel 8 les mesures des rayonnements électromagnétiques ne sont pas
suffisamment ¢ er quantitativement les effets. Les méthodes d'essai définies ont été
principalement . i ibili i i i

La présente~ormt ifue une méthode d'essai indépendante. D'autres méthodes d'essai
ytilisées comme substituts, pour revendiquer la conformité avec cette

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050(161), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEIl 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs électromagnétiques
aux fréquences radioélectriques
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